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CPC 100 & CP TD1 Sistema Multifunción de Prueba y Diagnóstico de Subestación  © OMICRON



CONTENIDO A



CPC 100 • • • • • •



B



Aplicaciones Hardware Definiciones y Manejo de Archivos Precauciones e Instrucciones de Seguridad Tarjetas de Prueba Proceso de Prueba



CP TD1 • • • •



Tangente Delta / Factor de Potencia (Concepto) Descripción del Módulo CP TD1 Tarjeta de Prueba CP TanDelta Proceso de Prueba
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APLICACIONES



 © OMICRON



CPC 100 Sistema Multifunción de Pruebas y Diagnóstico de Subestación



 © OMICRON



Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1
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CPC 100 Sistema Multifunción de Pruebas y Diagnóstico de Subestación



 © OMICRON



CPC 100 Sistema Multifunción de Pruebas y Diagnóstico de Subestación Fuente de Inyección de Corriente 400 ADC / 800AAC (CP CB2 2000 AAC)



Fuente de Inyección de Voltaje 2kV / 12 kV kV (CP TD1) TD1)



Microohmimetro 6 ADC / 400 ADC



Medidor de Ángulo de Fase



Medidor de Resistencia de Tierra



Medidorde Impedancias Impedancias de Cables, Lines, Transformers



Prueba Bobinas Rogowskii y otros Rogowsk CT/VTs CT/V Ts no convencionales



PowerMeter P, Q, S (Monofásico)



CPC 100



Medidor de Relación de Transformación de PTs, CTs CTs y VT’s



Prueba de Reles de Protección ´U o I o f (monofásica) Verificador de polaridad



Medidor de Resistencia de devanado
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Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1
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Sistema Multifunción de Prueba y Diagnóstico de Subestación Prueba de : 1- Transformadores de potencia 2- Transformadores de corriente 3- Transformadores de voltaje 4- Resistencia de contacto 5- Reles de protección (V, I, f) inyección primaria / secundaria 6- Pruebas de Diagnóstico de aislamiento (CP TD1) 7- Parámetros de líneas de transmisión (CP CU1) 8- Malla de tierra, Tensiones de paso y contacto (CP CU1)  © OMICRON



Transformadores de Potencia • Relación de Transformación • • • • • •



por toma Polaridad Resistencia de devanados Respuesta dinámica del Cambiador de Tomas (*) Corriente de excitación Factor de potencia (*) Reactancia de corto circuito (*)
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Transformadores de Corriente (CT) • • • • • • • • •



Relación de Transformación con I Relación de Transformación con V Polaridad Error de fase y magnitud Curva de Excitación Resistencia de devanado Carga (burden) del secundario Continuidad del circuito del CT Factor de potencia (*)  © OMICRON



Transformadores de Voltaje (VT) • Relación de Transformación en • • • • •



VTs inductivos y capacitivos. Polaridad Error de fase y magnitud Carga (burden) del secundario Continuidad del circuito del VT Factor de potencia (*)
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Pruebas de Resistencia • Resistencia de contactos (µΩ) • Resistencia de devanado (µΩ – kΩ) • Resistencia de tierra



 © OMICRON



Reles de Protección (V, I o f) con Inyección Primaria / Secundaria • Prueba de Reles de protección



primarios / secundarios (800 A) • Prueba de Reclosers • Prueba de Circuit Breakers



 © OMICRON
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HARDWARE



 © OMICRON



Componentes Funcionales del CPC100 Cuadro de Salidas - Salida de 6 A / 130 V AC - Salida de 6 A DC



Cuadro de Entradas - Entrada Binaria



Cuadro de Entradas de Medida -Medida de Corriente I AC/DC: 10 A AC/DC -Medida de Tensión V1 AC: 300 V AC/DC -Medida de Tensión V2 AC: 3 V AC - Medida de Tensión V DC: 10 V DC



Parada de emergencia



Bloqueo mediante llave de seguridad



Pilotos I/O Indican funcionamiento seguro



Teclado y Elementos de navegación



Pulsador I/O para Iniciar/Parar la prueba  © OMICRON



Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1
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Componentes Funcionales del CPC100 Botones de Menú



Botones para la selección rápida de la vista que interesa



(Dependen del Contexto)



Botones para Añadir Tarjetas de Prueba predefinidas



Selector de Tarjeta de Prueba



Monitor LCD  © OMICRON



Componentes Funcionales del CPC100 Terminal de Conexión a Tierra



Salida de alta corriente DC 400A CC (4-4,5V CC)



Salida de Alta Tensión 2kV AC Salida de alta corriente AC 800A AC (6,1-6,5V AC)



Amplificador Externo Control de Amplificadores. Ej. CP TD1, CP CU1, CP CB2



Interruptor de encendido / apagado



Alimentación Eléctrica 1 fase, 85V-264V AC Interruptor automático I > 16A



Salidas de alta tensión y corriente  © OMICRON



Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1
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Componentes Funcionales del CPC100 Conexión a una memoria portátil de conexión a un puerto USB Zócalo RJ45,conecta la CPC 100 a un PC o a un concentrador “hub” de red Conector de interfaz serie para conectar el grupo de prueba opcional CP TD1 Conector para funciones de seguridad externas



Interfaces ePC  © OMICRON



Diagrama de bloques CPC
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Especificaciones del CPC 100 • Fuentes de Corriente Precisión



Salida



Rangos



Pot. Max.



Frecuencia



Medida Interna



Amplitud



Fase



800 A CA



0 … 800 A 0 … 400 A 0 … 200 A



4800 VA @ 25 s 2560 VA @ 8 m 1300 VA @ > 2 h



15 … 400 Hz



SI



0.10%



0.10º



6 A CA



0…6A 0…3A



330 VA @ > 2 h



15 … 400 Hz



NO



----



----



400 A DC



0 … 400 A 0 … 300 A 0 … 200 A



2600 W @ 2 m 1950 W @ 3 m 1300 W @ > 2 h



DC



SI



0.20%



----



6 A DC



0… 6A



360 W @ > 2 h



DC



NO



----



----



Rangos



Pot. Max.



Frecuencia



Medida Interna



Amplitud



Fase



0 … 2 kV



2500 VA @1 m 1000 VA @ > 2 h



0.05%



0.10º



0 … 1 kV



2500 VA @1 m 1000 VA @ > 2 h



0.05%



0.15º



0 … 0.5 kV



2500 VA @1 m 1000 VA @ > 2 h



0.05%



0.20º



0 … 130 V



390 VA @ > 2 h



----



----



• Fuentes de Voltaje Salida



2 kV CA



130 V CA



15 … 400 Hz



15 … 400 Hz



Precisión



SI



NO
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Especificaciones del CPC 100 • Entradas de Medida Entrada



I AC/DC



Rango 10 A AC 1 A AC 10A DC 1 A DC



Impedancia



Frecuencia



Precisión Amplitud



Fase



15 … 400 Hz



0.05% 0.05%



0.10º 0.15º



DC



0.03% 0.03%



---------



< 0.1 Ω



V1 AC



300 V 30 V 3V 300 mV



500 kΩ



15 … 400 Hz



0.05% 0.05% 0.10% 0.15%



0.10º 0.10º 0.10º 0.10º



V2 AC



3V 300 mV 30 mV



10 MΩ



15 … 400 Hz



0.03% 0.08% 0.10%



0.10º 0.10º 0.15º



V DC



10 V 1V 100 mV 10 mV



500 kΩ



DC



0.03% 0.03% 0.05% 0.05%



----



• Entrada Binaria - Activación: Conmutación de contactos con o sin potencial (300Vdc) - Permite realizar Medición de tiempos de actuación
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Módulos Opcionales •Diagnóstico del Estado del Aislamiento CP TD1 o



De Transformadores de Potencia



o



De Transformadores de Corriente



o



De Transformadores de Tensión



o



De Interruptores 0.6 %



o



De Bushings



0.5 % 1 2 3 4 5 6



0.4 % 0.3 %



o



De Pararrayos



o



De Capacitores



o



Etc. Etc. ….



0.2 % 0.1 % 0.0 % *0.0 Hz



*100.0 Hz *200.0 Hz *300.0 Hz *400.0 Hz *500.0 Hz



������ �����������



������ �� ������� �� ���������� �������
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Módulos Opcionales •Comprobador de Polaridad y Cableado CPOL Comprueba una serie de puntos de prueba para ver si el cableado es correcto, para lo cual el CPC100 inyecta una señal de prueba continua especial en un punto del cableado y se comprueba la pol ari dad de todos l os ter mi nal es co n el CPOL , co n l o que se obtiene una indicación clara de si la polaridad es correcta (LED verde) o no (LED rojo). - Es m uc ho más ráp id o q ue el mé to do c on ve nci on al ( 3-5 s por punto de prueba) - Puede ser realizado por una sola persona.
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Módulos Opcionales •Caja de Conmutación CP SB1 La caja de conmutación de transformadores CP SB1 ha sido diseñado para medir la relación de transformación, la resistencia del devanado y probar el cambiador de tomas en transformadores de potencia en todas las tomas y todas las fases (sin re-cableado alguno) en forma totalmente automatizadas. Los resultados se registran en la unidad CPC 100 a través de las tarjetas de prueba de relación de transformación y de verificación del cambiador de tomas y después pueden analizarse con el conjunto de herramientas para PC.



 © OMICRON



Módulos Opcionales •Amplificador de Corriente CP CB2: Precisión



Salida



Rangos



Pot. Max.



Frecuencia



Medida Interna



Amplitud



Fase



2000 A CA



0 … 1000 A 0 … 2000 A



4900 VA @ 25 s



15 … 400 Hz



SI



0.13%



0.25º



PESO(cables) = 176 lbs (80kgs)



PESO(cables +booster) = 68 lbs (31kgs)
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DEFINICIONES Y MANEJO DE ARCHIVOS



 © OMICRON



Definiciones: • Documento de prueba



Un documento de prueba contiene múltiples tarjetas de prueba. El usuario define su composición y los ajustes de todas las tarjetas de prueba individuales.



• Tarjetas de prueba



El software de la CPC 100 comprende diversas tarjetas de prueba. Una tarjeta de prueba realiza una prueba determinada, contiene ajustes de prueba y resultados.



• Informe



Es el documento de prueba guardado, con todas sus tarjetas de prueba, ajustes y resultados.
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Manejo de Archivos: Vista de la Tarjeta de Prueba: Prueba: Accede a la ventana de prueba para configurar tarjetas de prueba, elaborar documentos de prueba, introducir ajustes de prueba e iniciar la prueba. Vista del Documento de Prueba: Prueba: Accede a la vista general del documento de prueba activo. Operaciones de Archivo: Archivo: Permite guardar, cargar, eliminar, copiar y cambiar nombre de documentos de prueba. Opciones: Permite especificar parámetros generales de la Opciones: unidad de prueba.
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Manejo de Archivos:



•Vista de la Tarjeta de Prueba: Prueba: Tarjeta de prueba seleccionada



Teclas de menú dependientes del contexto



Control de temperatura y consumo de energía reserva abundante no queda reserva



Estado de la evaluación de la prueba
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Manejo de Archivos:



•Vista del Documento de Prueba: Prueba: Guarda el documento de prueba actual como documento de prueba por defecto Tarjetas de prueba del documento de prueba activo
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Manejo de Archivos:



•Operaciones de Archivos: Archivos: Nivel jerárquico más alto o nivel raíz



xml



Documento de prueba con todas sus tarjetas de prueba y ajustes específicos, resultados y evaluaciones.



xmt



Plantilla del documento de prueba, contiene tarjetas de prueba con sus ajustes específicos pero sin resultados.
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Manejo de Archivos:



•Opciones Opciones:: Configuración de dispositivo







Ajuste el amplificador externo que desea utilizar



Ajuste los parámetros de pinza de corriente y TC y/o relación de transformación del TT



Ajuste la frecuencia por defecto Seleccione la casilla de verificación si la conexión PE esta intacta y aparece un mensaje de error



Guarda automática y regularmente los ajustes en el archivo lastmeas.xml
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Manejo de Archivos:



•Opciones Opciones:: Red: Ajusta los parámetros de comunicaciones







DHCP/IP automática: Configuración automática IP estática: Configuración manual
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Manejo de Archivos:



•Opciones Opciones:: Pantalla: Ajusta el contraste de la pantalla







Regulador desplazable para el ajuste
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Manejo de Archivos:



•Opciones Opciones:: Fecha / Hora: Ajusta la fecha y la hora







Ajuste la hora del sistema Ajuste la fecha del sistema
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Manejo de Archivos:



•Opciones Opciones:: Configuración Regional







Ajuste el idioma del sistema Ajuste la unidad de temperatura Ajuste la modalidad de visualización de la fecha y la hora
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Manejo de Archivos:



•Opciones Opciones:: Servicio: En funcionamiento la unidad de prueba crea un archivo de registro del estado actual del equipo y del previo al encendido.







Se recomienda establecer “Aviso” como “Nivel registro”
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Manejo de Archivos:



•Opciones Opciones:: Info del Sistema: Muestra la información del sistema
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PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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Criterios de Seguridad GENERALES:



•   MARCA PASOS NO ¡PELIGRO! • OPERECE UNICAMENTE POR PERSONAL CALIFICADO •   NUNCA USE LA UNIDAD CPC100 NI NINGÚN ACCESORIO • • • • • • •



SIN UNA SÓLIDA CONEXIÓN A TIERRA DE POR LO MENOS 6 MM2. UTILICE UN PUNTO DE TIERRA LOS MÁS PRÓXIMO POSIBLE AL EQUIPO EN PRUEBA USE SÓLO UNA SALIDA A LA VEZ DE LA UNIDAD CPC100 SI VA A DEJAR DE USAR EL CPC100, GIRE LA LLAVE DE SEGURIDAD HASTA LA POSICIÓN “LOCK” (BLOQUEO) Y RETIRE LA LLAVE PARA EVITAR QUE ALGUIEN ACTIVE ACIDENTALMENTE LA UNIDAD CPC100 NO TOCAR NINGÚN TERMINAL SIN UNA CONEXIÓN A TIERRA VISIBLE NO UTILICE LA CPC 100, NI SUS MÓDULOS ADICIONALES PARA LO QUE NO ESTA DISEÑADA NO ABRA LA CARCASA DE LA CPC 100, O DE SUS MÓDULOS ADICIONALES. NO REPARE, MODIFIQUE, AMPLIE O ADAPTE LA CPC 100 O SUS ACCESORIOS. USE SÓLO ACCESORIOS ORIGINALES
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Criterios de Seguridad GENERALES:



•



ANTES DE CONECTAR O DESCONECTAR EQUIPOS EN PRUEBA Y/O CABLES, APAGUE LA UNIDAD CPC100. NUNCA CONECTE NI DESCONECTE UN EQUIPO EN PRUEBA MIENTRAS ESTÉN ACTIVADAS LAS SALIDAS. NOTA: MIENTRAS EL PILOTO ROJO E/S ESTE ENCENDI¡DO EXISTIRÁN TENSIONES Y/O CORRIENTES EN UNA O VARIAS SALIDAS. •   COMPRUEBE QUE LOS TERMINALES DEL EQUIPO EN PRUEBA QUE SE VAN A CONECTAR AL CPC100 NO PORTAN TENSIÓN ALGUNA. • SI NO UTILIZA LAS SALIDAS DE ALTA CORRIENTE 400 ACC U 800 ACA, NI LAS SALIDAS DE ALTA TENSIÓN DE 2 KV CA, DESCONECTE TODOS LOS CABLES CONECTADOS A ESTOS ZOCALOS. DEBIDO AL CALOR GENERADO, MANIPULE LOS CABLES CON GUANTES. • AL CONECTAR LOS TERMINALES DE ALTA CORRIENTE (400 A CC Y 800 A CA) VERIFIQUE QUE HAN QUEDADO BLOQUEADAS Y POR TANTO NO PUEDES SER RETIRADAS. • NO PERMANEZCA EN LA PROXIMIDAD INMEDIATA NI DIRECTAMENTE DEBAJO DE UN PUNTO DE CONEXIÓN DE LOS CABLES DE ALTA CORRIENTE, YA QUE LAS PINZAS PUEDEN SOLTARSE.  © OMICRON
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Criterios de Seguridad GENERALES:



•



• •



NUNCA USE LASTARJETAS DE PRUEBA  QUICK Y   RESISTENCIA PARA MEDIR LA RESISTENCIA DE DEVANADO DE ALTA INDUCTANCIA, YA QUE AL DESACTIVAR LA FUENTE DE CC SE GENERAN TENSIONES DE NIVELES LETALES. PARA ESTE TIPO DE MEDIDAS UTILICE LA TARJETA RES. DEV. O LA TARJETA DE COMPROBADOR DE TOMAS TP. AL MEDIR LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE TENSIÓN Y DE POTENCIA, VERIFIQUE QUE LA TENSIÓN DE PRUEBA ESTA CONECTADA AL CORRESPONDIENTE DEVANADO DE ALTA TENSIÓN Y QUE LA TENSIÓN DEL DEVANADO DE BAJA TENSIÓN ES LA QUE SE MIDE. AL PROBAR UN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, CONMPRUEBE, INTRODUCIENDO UN CORRIENTE DE PRUEBA EN SU DEVANADO PRIMARIO, QUE TODOS LOS DEVANADOS SECUNDARIOS ESTÁN CORTO CIRCUITADOS
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Criterios de Seguridad GENERALES:



• • •



NO UTILICE EL CPC100 EN CONDICIONES AMBIENTALES QUE SOBRE PASEN LOS LÍMITES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD INDICADOS EN LOS DATOS TÉCNICOS DEL CPC100. NO UTILICE LA UNIDAD CPC100 EN PRESENCIA DE EXPLOSIVOS, GASES O VAPORES. RESPETE LAS CINCO NORMAS DE SEGURIDAD 1)AISLAR 2)FIJAR 3)VERIFICAR 4)PONER A TIERRA Y CORTOCIRCUITAR 5)CUBRIR O APANTALLAR LAS PIEZAS PRÓXIMAS
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APLICACIONES TARJETAS DE PRUEBA
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Quick



Ω TC



Resistencia



… TV



Otros Transformadores de Potencia







Continuar
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Quick Ajuste el rango de salida



Ajuste el valor de salida



Indicación de sobrecarga



Ajuste el valor calculado que se mostrará en la tabla que figura abajo



Ajuste el valor de frecuencia o el ángulo de fase en modo sincronizado 1a magnitud medida 2a magnitud medida



Tabla de medidas
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Quick Medición con Quick:



• • • • • •



Configure el Rango y frecuencia de salida. Ajuste el valor de salida utilizado para la prueba. Configure la 1ra y 2da magnitud a ser medida y el valor a ser calculado en base a las magnitudes medidas. Pulse el botón I/O (Iniciar / Parar prueba). el valor definido para la salida de potencia empieza a inyectarse al equipo bajo prueba. Pulse el botón funcional “Mantener Resultados” de la tarjeta de prueba para guardar y fijar la visualización de los valores medidos en la tabla de medidas. El estado de “medida” como el estado “activado” se mantienen activos. Pulse el botón I/O (Iniciar / Parar prueba) para detener la inyección de la señal de prueba y parar la prueba.
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Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1
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Quick Videos de Aplicación •



Quick – Standard Test Card



•



Quick – CT Ratio Measurement.



•



Quick – CB Contact Resistance Measurement



•



Quick – Measuring the Threshold of a Primary Relay



•



Quick – Primary Testing of IDMT Relay without Trip Contact



•



Quick – Power Transformer Short Circuit Impedance Measurement
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Transformadores de Corriente • • • • • • • •



Relación (con I o V) Polaridad y error de fase y magnitud Curva de excitación Resistencia de devanados Carga (burden) secundario Aislamiento cableados 2 KV Sensor (bobina) de Rogowski Conexión correcta de cableados secundarios desde TC’s hasta sala de control *



*Opcional
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Relación TC (y carga) Mide la relación y carga de un TC con inyección en el lado primario del TC hasta con 800 A



Esquema de conexión



800 A AC
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Relación TC (y carga) Rango de salida



Seleccionar para detener automáticamente la prueba una vez efectuada la medida



Corriente primaria nominal Corriente de Prueba



Corriente secundaria nominal



Frecuencia de Prueba Corriente medida en el lado primario



Seleccionar para usar una pinza de corriente en vez de entrada I CA



Corriente medida en el lado secundario y Ángulo de fase ɸ con respecto a Iprim.



Seleccionar para introducir Isec en vez de medirla



Relación Calculada y Error respecto al Valor nominal



Polaridad



Seleccionar si se desea medir la carga en VA
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Relación TC (con carga)



Tensión secundaria medida y ángulo de fase con respecto a Iprim Carga en VA Coseno del ángulo entre Isec y Vsec



Sólo resulta útil mientras: Iprueba  Iprim ≈



Videos de Aplicación  – – CT Ratio and Polarity  © OMICRON



Carga TC



Esquema de conexión



Método usado cuando no basta la corriente máxima de 800 A que la CPC 100 puede alimentar en el lado primario
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Carga TC



Corriente secundaria nominal



Seleccionar para detener automáticamente la prueba una vez efectuada la medida



Corriente de inyección secundaria procedente de la salida 6 A AC



Seleccionar para introducir tensión secundaria en vez de medirla



Frecuencia de prueba Corriente de inyección real, medida a través de la entrada I CA



Coseno del ángulo de fase ϕ



Tensión secundaria en la carga, medida en la entrada V 1AC y ángulo de fase ϕ con respecto a Isec Carga en VA, calculada a partir de los valores medidos Isec y Vsec



Videos de Aplicación  – – CT Burden  © OMICRON



Curva de Excitación Registra la curva de excitación, inyecta tensión de prueba hasta de 2KV en el lado secundario del TC



Esquema de conexión



2 kV AC
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Curva de Excitación Corriente de prueba máxima



Tensión de prueba máxima



Frecuencia de salida



Seleccionar para efectuar la prueba automáticamente



Tensión real Corriente real



Desmagnetiza el núcleo del TC sin registrar la curva de excitación



IEC/BS ANSI30 ANSI45



Al efectuar la medida de la Curva de Excitación se desmagnetiza el núcleo del TC Videos de Aplicación  – – CT Exitation  © OMICRON



Resistencia del devanado Mide la resistencia del devanado secundario del TC Esquema de conexión
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Resistencia del devanado Por seguridad  







Nunca abrir el circuito de medida mientras circule corriente. Puede producirse una tensión peligrosa. Antes de desconectar el dispositivo sometido a prueba, revisar si están apagados el piloto rojo “I” y el LED de descarga. Antes de desconectar de la unidad CPC 100, conectar el dispositivo sometido a prueba a tierra.
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Resistencia del devanado Rango de salida



Rango de medida Desviación máxima entre los valores medidos durante los 10 últimos segundos de la medida. Estable si Desv < 0,1%



Corriente de prueba nominal Corriente de prueba real Tensión medida en la entrada V CC



Tiempo total transcurrido



Resistencia del devanado del transformador



Resistencia calculada



Activar/Desactivar compensación de temperatura



Temperatura en función de la cual se calcula el resultado



Temperatura ambiente real



Videos de Aplicación  – – CT Wending Resistance  © OMICRON
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Prueba de aislamiento Abrir la conexión secundaria a tierra



Desconectar la carga



Mide la capacidad dieléctrica entre el devanado primario y secundario o entre el devanado secundario y tierra



Esquema de conexión



Por seguridad conectar la carga a tierra



Conectar un cable de la salida de 2kV a la conexión del devanado secundario 1S1



Conectar el otro cable de la salida de 2kV a tierra y a la conexión del El terminal que se conecta a la conexión secundaria devanado primario P1



1S1 produce tensión potencialmente letal
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Prueba de aislamiento Tensión de prueba nominal (2 kV máx.) Pone fin a la prueba cuando se alcanza el umbral de corriente



Frecuencia de salida Espacio de tiempo durante el que se aplica Vprueba a la salida Corriente medida más alta



Pone fin a la prueba cuando ha transcurrido el tiempo de prueba Tensión de prueba real Corriente de prueba real



Videos de Aplicación  – – CT Voltage Withstand Test  © OMICRON



Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1
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Comprobación de Polaridad La misma característica de señal



Característica de señal invertida o deformada
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Comprobación de Polaridad : Polaridad correcta (LED verde encendido)  : Polaridad incorrecta (LED rojo encendido) ☺ +  : Señal demasiada baja (ambos LED encienden simultáneamente) ☺ +  : Batería del CPOL baja. Mientras parpadean los parpadeando LED, la batería suministra energía suficiente para seguir trabajando. No obstante, la batería debe cambiarse lo antes posible. ☺
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Comprobación de Polaridad Por seguridad 







Si detecta una polaridad incorrecta en el circuito de corriente, primero apague la CPC 100 y sólo entonces desconecte los terminales. Nunca poner en funcionamiento CPOL estando abierto el compartimiento de la batería, aquí puede haber un nivel de tensión potencialmente letal si la sonda de CPOL toca un punto de prueba con potencial de alta tensión.
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Comprobación de Polaridad Seleccionar para: a) Ahorrar energía en el rango de salida de 800 A CA b) Definir un ciclo de servicio en pulsos para la señal de salida



Seleccione el rango de salida Amplitud Introduzca los resultados manualmente



Espacio de tiempo durante el cual se aplica la señal a la salida



Espacio de tiempo durante el cual se interrumpe la señal



Videos de Aplicación  – – CT Polarity Check  © OMICRON
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Relación TCV (con tensión) Única solución para medir la relación de TC en los que no se puede acceder al trayecto de corriente primaria



Esquema de conexión



2 kV AC



V2 AC
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Relación TCV (con tensión) Corriente primaria nominal



Corriente secundaria nominal



Tensión secundaria de inicio



Seleccionar para detener automáticamente la prueba una vez efectuada la medida



Frecuencia de salida Tensión secundaria medida Tensión primaria medida en la entrada V2 AC



Seleccionar para introducir tensión primaria en vez de medirla



Relación Iprim / Isec



Error de relación



Polaridad



Si se supera la tensión del punto de saturación, los resultados de la medida dejan de ser correctos. Por tanto, previamente debe conocerse esta tensión.



Videos de Aplicación  – – CT Ratio V  © OMICRON
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TC Rogowski Desconectar la señal de salida de la bobina Rogowski del relé electrónico de protección



Esquema de conexión



Conectar la señal de salida de la bobina Rogowski a la entrada V2 AC de la CPC 100



 © OMICRON



TC Rogowski Rango de salida



Seleccionar para prueba automática, retirar la marca para prueba manual



Corriente primaria nominal de bobina Rogowski



Tensión secundaria nominal de bobina Rogowski



Corriente de inyección primaria Corriente de salida real



Frecuencia nominal de la tensión secundaria de la bobina Rogowski



Tensión secundaria



Frecuencia de corriente inyectada Iprueba



Corriente secundaria calculada



Seleccionar para introducir Vsec en vez de medirla



Polaridad



Relación Iprim / Isec



Videos de Aplicación  – – CT Ratio Rogowski  © OMICRON
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TC Baja Potencia Mide la relación de un TC de baja potencia con carga incorporada y una tensión de salida directamente proporcional a Iprim



Esquema de conexión
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TC Baja Potencia Rango de salida



Seleccionar para detener automáticamente la prueba una vez efectuada la medida



Corriente primaria nominal Corriente de inyección primaria Corriente real inyectada en el lado primario



Tensión secundaria nominal Ángulo de fase ϕ con respecto a Iprim



Tensión secundaria medida



Seleccionar para introducir Vsec en vez de medirla



Relación Iprim / Isec Polaridad
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Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1



Atrás
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Transformadores de Voltaje • • • • •



Relación (TV inductivos y capacitivos) Polaridad y error de fase y magnitud Carga (burden) secundario Aislamiento cableados 2 KV Conexión correcta de cableados secundarios desde TC’s hasta sala de control *



*Opcional
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Relación TT



Esquema de conexión



Mide la relación de un TT, inyección en el lado primario hasta 2kV desde la salida AC
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Relación TT Factores de corrección de Vsec



Tensión primaria nominal



Tensión secundaria nominal



Factor de corrección de Vprim



Seleccionar para detener automáticamente la prueba una vez efectuada la medida



Tensión primaria de inyección Frecuencia de salida



Seleccionar para introducir Vsec en vez de medirla



Tensión primaria medida



Polaridad Tensión secundaria medida en V 1CA y su ángulo de fase con respecto a la Vprim medida



Relación y desviación en %



Videos de Aplicación  – – VT Ratio and Polarity  © OMICRON



Carga TT



Esquema de conexión



Mide la carga secundaria de un TT, suministrando tensión alterna en el secundario de hasta 130 VAC
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Carga TT Tensión secundaria nominal



Seleccionar para detener automáticamente la prueba una vez efectuada la medida



Factor de corrección de Vsec Frecuencia de salida



Usar pinza de corriente en vez de entrada I CA



Tensión de inyección secundaria desde la salida 130 V AC



Seleccionar para introducir corriente secundaria en vez de medirla



Tensión real en la carga, medida en la entrada V 1CA Corriente real a través de la carga, medida en la entrada I CA y su desviación



Carga en VA, calculada a partir de los valores medidos Isec y Vsec



Coseno del ángulo de fase ϕ



Videos de Aplicación  – – VT Burden  © OMICRON



Prueba de aislamiento



Esquema de conexión



Esta prueba es idéntica a la prueba de tensión no disruptiva para TC
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Comprobación de Polaridad



Esta prueba es idéntica a la comprobación de polaridad para TC  © OMICRON



TT electrónico



Esquema de conexión



Mide la relación de TT electrónicos no convencionales con una tensión secundaria de muy bajo nivel



 © OMICRON



Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1



  © OMICRON Electronics GmbH



ENSYS S.A.C.



TT electrónico Factores de corrección de Vsec



Tensión primaria nominal



Tensión secundaria nominal



Factor de corrección de Vprim



Seleccionar para detener automáticamente la prueba una vez efectuada la medida



Tensión primaria de inyección Frecuencia de salida



Seleccionar para introducir Vsec en vez de medirla



Tensión primaria medida



Polaridad Tensión secundaria medida en V 1CA y su ángulo de fase con respecto a la Vprim medida



Relación y desviación en %



Videos de Aplicación  – – VT Electronic VT  © OMICRON



Transformadores de Potencia • Relación y polaridad • Resistencia de devanados • Continuidad del cambiador de



derivaciones • Corriente de excitación
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Relación TP (por toma) Mide la relación de un TP, inyección en el lado primario hasta 2kV desde la salida AC



Esquema de conexión



Transformador Yy0  © OMICRON



Relación TP (por toma)



Esquema de conexión



Transformador Yd5  © OMICRON
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Relación TP (por toma)



Esquema de conexión



Para cada una de las posiciones del cambiador de tomas  © OMICRON



Ajustes Vprim y Vsec
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Ajustes Vprim y Vsec



 © OMICRON



Relación TP (por toma) Relación nom. por Tap Vprim nom / Vsec nom Tensión de inyección primaria nominal Grupo Vectorial Frecuencia de Salida



Reservado para CP SB1



Corriente primaria medida



Error de relación medida



Tap en prueba Tensión Primaria Inyectada



Relación medida



Tensión secundaria Vsec medida en V1 AC



Ángulo de fase de la tensión secundaria
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Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1
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Página Ajustes Reservado para CP SB1



La prueba empieza en …



Duración de la medida por tap Adiciona un nuevo Tap



Ajuste de la relación nominal de cada TAP del transformador



Regresa a la página principal
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Resistencia del devanado



Esquema de conexión







La configuración de la prueba es igual a la descrita para la medición de la Resistencia de Devanados de CTs
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Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1
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Resistencia del devanado



Esquema de conexión



  



El CP SA1 debe ser utilizado para las medicionescon la salida de 400 A CC. Verificar la correcta operación del CP SA1 antes de la realización de cada prueba. Antes de desconectar los cables de prueba, se debe realizar un cortocircuito en los terminales del transformadores  © OMICRON



Resistencia del devanado
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Comprobar tomas TP



Medición de la Firma del Cambiador de Taps + Rdevanados
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Comprobar tomas TP



Esquema de conexión



Medición de la Firma del Cambiador de Taps + Rdevanados (Medición del Transitorio de Corriente durante el proceso de cambio de Tap)  © OMICRON
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Comprobar tomas TP Slope



A



α



3



1



Ripple



4 2



1 = Diverter switch switches to the first transition resistor 2 = Both transition resistors are in parallel 3 = Final contact of the diverter contact B is reached 4 = Current control of the CPC 100 regulates the current to t he nominal test current again  © OMICRON



Comprobar tomas TP
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Comprobar tomas TP



Datos a configurar cuando se utiliza el dispositivo CP SB1



Temperatura ambiente real



Temperatura en función de la cual se calcula el resultado
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Comprobar tomas TP Resistencia real Mayor pendiente medida en el flanco de descenso de la corriente de prueba real.



Desviación máxima entre los valores medidos durante los 10 últimos segundos de la medida. Estable si Desv < 0,1%



Resistencia calculada



Máxima ondulación de corriente durante el ciclo de medida. Se indica en % en relación con I DC.
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Comprobar tomas TP TRANSFORMADOR DE 100MVA 220/110 kV U-Phase R L1 (re ferr ed to 20°C)
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Taps
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Comprobar tomas TP TRANSFORMADOR DE 100MVA 220/110 kV U-Phase



Contacto del Intercambiador de Taps defectuoso
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20
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Comprobar tomas TP TRANSFORMADOR DE 100MVA 220/110 kV U-Phase – Reparado Resistance L1 650.0 630.0 610.0       ]        Ω590.0



   m    [    e 570.0    c    n    a    t 550.0    s    i    s    e 530.0    R



Factory Measurement OMICRON 1 …19 OMICRON 1 9…1



510.0 490.0 470.0 450.0          1



2



3



4



5



6



7



8



9          0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1



Taps



 © OMICRON



Comprobar tomas TP TRANSFORMADOR DE 100MVA 220/110 kV U-Phase – Análisis



Resistance Differenz L1 Up-Down
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Antes de la Reparación
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Después de la Reparación
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Comprobar tomas TP Ripple



2.5% 2.0%



A UP A DOWN B UP B DOWN C UP C DOWN



1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 000



005
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Taps



Ejemplo de Ondulación de un Intercambiador de Taps en Buenas Condiciones
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Comprobar tomas TP Ripple



5.5% 5.0%



A UP A DOWN B UP B DOWN C UP C DOWN



4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 0
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Ejemplo de Ondulación de un Intercambiador de Taps Dañado
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Prueba de aislamiento



Esquema de conexión







Atrás
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Prueba de Resistencias • Resistencia de contactos ( µΩ) • Resistencia de devanados ( µΩ − kΩ) • Resistencia de tierra* *Opcional



También: • Prueba de relés monofásicos con inyección primaria (recerradores) o secundaria • …..
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Medida de µΩ
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Medida de µΩ
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Medida de µΩ
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Medida de µΩ Seleccionar para detener automáticamente la prueba una vez efectuada la medida



Rango de salida Corriente de prueba nominal Mínima resistencia posible Corriente de prueba real que se inyecta en el equipo en prueba Caída de tensión medida en el equipo en prueba



Máxima resistencia posible Seleccionar para introducir corriente secundaria en vez de medirla



Resistencia calculada del equipo en prueba, R = VCC / ICC
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Resistencia de tierra
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Sistemas de tierra pequeños
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Sistemas de tierra grandes
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Medida de la resistividad de tierra
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Medida de la resistividad de tierra Corriente de prueba nominal Parte óhmica calculada de la impedancia de tierra (medida por selección de frecuencia)



Seleccionar frecuencia distinta de la frecuencia de red para evitar interferencias de corrientes de tierra parásitas



Parte inductiva calculada de la impedancia de tierra (medida por selección de frecuencia)



Corriente de prueba real (valor eficaz) Tensión medida entre la tierra de la subestación y el electrodo auxiliar U (valor eficaz, frecuencia no selectiva) y desfase entre VRMS e IRMS







Atrás
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EJECUCIÓN DE PRUEBAS CON EL CPC 100
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS 1. Preparación anticipada del plan de prueba en una PC, en la comodidad de la oficina. oficina. 2. Cargar la prueba al CPC100 CPC100 3. Ejecución de la prueba presionando un botón 4. Los resultados se guardan automáticamente 5. Generación automática de informes 6. Impresión  //  edición del informe a través de un PC externo  © OMICRON



CPC Editor
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CPC Explorer
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CPC Explorer
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Excel File Loader
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Informes Personalizados
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MÓDULO CP TD1 PARA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL AISLAMIENTO (MEDICIÓN DE CAPACITANCIA Y TANGENTE DELTA)



 © OMICRON



Aislamiento VS Dieléctrico Aislamiento: Aislamiento: Material o combinación de materiales no conductivos que proveen aislación entre dos partes a diferente potencial. Es un ineficiente conductor de electricidad. Dieléctrico: Dieléctrico: Material utilizado para aislar dos partes a diferente potencial que tiene propiedades medibles como: Rigidez, Absorción, Pérdidas dieléctricas, Factor de Potencia.  © OMICRON



Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1
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Aislamiento VS Dieléctrico Entonces, el aislamiento puede ser representado por dos placas separadas por uno o más materiales dieléctricos, donde una placa es sometida a un alto voltaje y la otra a un bajo voltaje o a tierra. Alto Voltaje



Calor /potencia
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Pérdidas en Materiales Dieléctrico



• Transporte de electrones e iones • Perdidas por efecto de la polarización • Las perdidas en el dieléctrico dependen de: Envejecimiento Contenido de agua 



Descargas parciales Pérdidas en partículas conductivas 
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Aislamiento perfecto I(capacitiva) ITOTAL



IR = 0



V(aplicada)  © OMICRON



Aislamiento REAL En “Un sistema de aislamiento REAL” Existe también una corriente de perdidas en fase con la tensión ICAPACITIVA IC



IR



ITOTAL



ITOTAL IC IR  © OMICRON



Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1



VAPLICADA
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Aislamiento REAL • • •



En la practica ningún aislante es perfecto Siempre existen perdidas resistivas La ITOTAL adelanta a la VAPLICADA en un ángulo de fase  θθ y esta retrasada respecto a la I C un determinado ángulo δδ



ICAPACITIVA IC



ITOTAL δ θ



IR



VAPLICADA  © OMICRON



Que es la Tangente Delta? • •



El “Tangente Delta” es la relación entre la corriente de fase (resistiva) y la corriente en 90º (capacitiva). El lo mismo que el Factor de disipación



IRp



ICp



ITOTAL δ



U tan δ  



 I  Rp =



1 =



 I Cp



 R p ω  C  p ⋅



⋅
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Que es el Factor de Potencia? •



El Factor de potencia es la relación entre la corriente resistiva y la corriente total



ICp ITOTAL θ



FactordePotencia



=



cos θ 



 I  Rp =



IRp



U



 I TOTAL  © OMICRON



Que nos dice la Tangente Delta • Factor de disipación: 



Bornes: »Envejecimiento y descomposición del aislamiento »Contenido de agua »Aislamiento resquebrajado (grietas) »Descargas parciales







Transformadores: »Envejecimiento »Contenido de agua en el aceite y en el papel »Contaminación por partículas  © OMICRON
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Que nos dice la Tangente Delta • Capacitancia: 



Bornes: »Ruptura parcial del aislamiento entre capas »Penetración de aceite en fisuras del aislamiento sólido (RBP hard paper) »Agua







Devanado de los Transformadores: »Variación de la geometría del transformador (deformación y desplazamiento de devanados debido a sobre corrientes)  © OMICRON



CP TD1 Módulo de Diagnóstico del Estado del Aislamiento
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CPC100 + CP TD1
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CPC100 + CP TD1
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CP TD1 - Componentes • Capacitor de Referencia • Transformador elevador • Matriz de contactos
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CPC100 + CP TD1 Tan  - measurement with CP DF12 Diagrama de Bloques δ



Monday, 01. July 2002



High voltage output  (0..12kV)



CN select channel



EUT (Cx)



primary



Ix_in B_1



In A sec.



ADC



B_PE



In B B_2      e      c      a        f      r      e       t      n        I         r      e       t      s      o      o        b



guard safety voltage-booster



DSP



calib RS232 & supply



CPC100



     e      c      a        f      r      e       t      n        I           l      a        i      r      e      s



CP TD1



FUNCTIONAL EARTH



mains
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CPC100 + CP TD1 Datos Técnicos



• • •



Tensión: 12kV @ 15… 400Hz (1) Corriente:



100mA 1h, transitorio hasta 300mA



Incertidumbre en la medida:  – Tan δ:



± 0.05% de la lectura ±



 – C:



± 0.05% de la lectura ± 0.1pF 0.1pF for I


4x10-5



± 0.2% de la lectura ± 10pF 10pF •



1) Frecuencias



•



2) Incertidumbre



(2)



for for I>8mA I>8mA



45Hz con amplitud reducida para 45-65Hz  © OMICRON



Tarjeta de Prueba CP TanDelta Ventana Principal Tensión y Frecuencia de Prueba



Seleccione para realizar la evaluación automática de la prueba tomando como referencia los valores Cref y Dfref configurados



Seleccione para Medición Automática con rampas de V y f Deseleccione para Medición Manual



Seleccione el Modo de Medida. La matriz de contactos cambia la conexión de acuerdo al modo seleccionado Pantalla de Resultados



Va a la página de Ajustes
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Tarjeta de Prueba CP TanDelta Ventana Principal Modoss de Co Cone nexi xión ón • Modo
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Tarjeta de Prueba CP TanDelta Ventana Principal Ajuste de los parámetros medidos a ser mostrados en la pantalla de resultados



Factor de Medida es el número de medidas a realizar para presentar el valor promedio en la pantalla de resultados



Ancho de Banda del Filtro de Medida Va a la página de Ajustes
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Tarjeta de Prueba CP TanDelta Ventana Principal



• Parámetro Parámetross Medidos Medidos



 © OMICRON



Tarjeta de Prueba CP TanDelta Ventana de Ajustes Ajuste de Tolerancias respecto a los valores nominales para la C (en %) y el DF (en veces)



Ajustes de la Calibración, incluyendo nombre del técnico y la fecha del ajuste Selecciones para que el CP TD1 mantenga un anunciador acustico durante la prueba Selecciones para que el CPC100 compruebe si el apantallamiento del cable de alta tensión está conectado



Retorna a la página Principal
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Tarjeta de Prueba CP TanDelta Ventana de Ajustes Seleccione para que los valores de FD o FP medidos sean corregidos por temperatura respecto a la temperatura de referencia (25ºC)



Utiliza la Norma ANSI C57.12 para compensar las mediciones de DF del aceite



Compensa las mediciones para diferentes tipos de aisladores (RBP, RIP, OIP)



Retorna a la página Principal
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CPC100 + CP TD1 Puesta en Funcionamiento 1. Desconecte la unidad CPC100 con el interruptor de alimentación principal. 2. Conecte el Sistema de Prueba a Tierra: Con carro: 



Conecte correctamente los terminales de puesta a tierra de la  CPC100 y el CPTD1 a la barra de tierra del carro. Conecte la barra  de tierra a tierra. Todos los cables de 6mm² mínimo. Sin carro: 



Conecte correctamente a tierra los terminales de puesta a tierra de  la unidad CPC100 y el CPTD1. Ambos cables 6mm² mínimo.



3. Conecte "BOOSTER IN" (Entrada de amplificador) del CPTD1 a "EXT. BOOSTER“ (Amplificador externo) de la unidad CPC100 con el cable de amplificador suministrado por OMICRON.  © OMICRON
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CPC100 + CP TD1 Puesta en Funcionamiento 4. Conecte "SERIAL" (Serie) del CPTD1 a "SERIAL" (Serie) de la unid unidad ad CP CPC1 C100 00 con con el cabl cablee de dato datoss sumi sumini nist stra rado do por por OMIC OMICRO RON. N. Este Este cabl cablee tambi también én sumin suminis istra tra la alime aliment ntac ació iónn eléc eléctri trica ca al CP CPTD1 TD1.. 5. Extrai raiga los cables de med medici ición de la bobi obina y conect nectee el equi quipo en prue prueba ba a las las entra ntrada dass de medi medici ción ón INA INA e INB INB del del CP CPTD TD11. 6. Extrai raiga los cable bles de alt alta tensión de la bobin bina y cone onecte cte el equip uipo en prueb ruebaa a la sal salida ida de alta lta tens tensió iónn del del CPTD TD1. 1. 7. Encienda la unidad CPC100. 8. Al seleccionar la tarjeta de prueba TanDelta en cualquiera de los grupos de tarje rjetas de prueb ruebaa TC TC,, TT, TT, Transfor formad mador y Otros ros de la unid unidad ad CP CPC1 C100 00 se activ ctivaa auto automá mátitica came ment ntee el sist sisteema CP CPTD TD1. 1. Si no se ha conectado un sistema CPTD1 a la unidad CPC100, apar aparec ecee un mens mensaj ajee de erro errorr. 9. Conf Confiigure gure la medi medida da en la tarj tarjet etaa de prue prueba ba TanDe anDellta 10. 10. Puls Pulsee el botó botónn I/O I/O (ini (inici ciar ar/p /par arar ar prueb prueba) a)..  © OMICRON



CP TanDelta TanDelta Proce Procedimie Procedimiento dimiento nto de Prueba Prueba



Transformador de 2 devanados a. Condensador de Placas como un modelo del aislamiento dielétrico



b. Modelo para el comportamiento de un dieléctrico con características de polarización y conductividad



c. Parte de la sección transversal del sistema de aislamiento entre los devanados de HV y LV de un transformador de potencia



d. Modelo simplificado de la geometría de los principales componentes de un transformador: Aceite, barriers, separadores.



e: Modelo Dieléctrico para el sistema de aislamiento de un Transformador de Potencia
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CP TanDelta TanDelta Proce Procedimie Procedimiento dimiento nto de Prueba Prueba



Transformador de 2 devanados
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CP TanDelta TanDelta Proce Procedimie Procedimiento dimiento nto de Prueba Prueba



Transformador de 2 devanados



• Prep Prepar arac ació ión n del del equip equipo o En prue prueba ba 1. El transformador se debe poner fuera de servicio y aislar totalme totalmente nte del sistema sistema eléctri eléctrico. co. 2. Se debe verificar que el tanque del transformador está correct correctamen amente te puesto puesto a tierra. tierra. 3. Todos los terminales del aislante de un grupo de devanados, se tienen que conectar por med medio de un hilo de cobre cobre.. 4. Los terminales de neutro de los devan evanad ados os cone conect ctad adoos en estrella se tienen que descon desconect ectar ar de tierra tierra (tanqu (tanque). e).  © OMICRON
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CP TanDelta TanDelta Proce Procedimie Procedimiento dimiento nto de Prueba Prueba



Transformador de 2 devanados



• Prep Prepar arac ació ión n del del equip equipo o En prue prueba ba 5. Si el tra transfo nsform rmad ador or tien tienee camb cambiiador ador de toma tomas, s, se debe debe situ situaar en la posi posici ción ón neut neutra ra (0 o toma toma inte interm rmed edia ia). ). 6. Conec onecte te el term termiinal nal de tier tierra ra de CP CPC1 C100 00 + CP CPTD TD11 a la tier tierra ra (de (de la subest subestaci ación) ón) del transfo transformad rmador. or. 7. Cort Cortoc ocir ircu cuititee todo todoss los los TCs tipo tipo bush bushin ing. g. 8. No haga haga prue prueba bass de alta alta tens tensió iónn en tran transf sfor orma mado dore ress al vací vacío. o. 9. La tensión de prueba se debe elegir en función de la tensión nominal nominal del devana devanado. do. 10.To 10. Toda dass las prue prueba bass se debe debenn hace hacerr con con el acei aceite te a tempe empera ratu tura rass próximas a los 20°C. Las correcciones de temperatura se puede uedenn cal calcula cularr medi median ante te curv curvas as de corr correc ecci ción ón,, pero ero tien tienee una una exactitud exactitud limitada. limitada.  © OMICRON



CP TanDelta TanDelta Proce Procedimie Procedimiento dimiento nto de Prueba Prueba



Transformador de 2 devanados



• Prep Prepar arac ació ión n del del equip equipo o En prue prueba ba 11. Conecte la salida de alta tensión del CPTD1, al devanado de alta alta tensió tensión. n. 12. Cone Conect ctee IN A, al deva devana nado do de baja baja tens tensió iónn AT



Prueba Prue ba Nº 1: Modo Modo GST: GST: Mide Mide CH + CHL  © OMICRON
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CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Transformador de 2 devanados



• Preparación del equipo En prueba 11. Conecte la salida de alta tensión del CPTD1, al devanado de alta tensión. 12. Conecte IN A, al devanado de baja tensión AT



Prueba Nº 2: Modo GSTg-A: Mide CH  © OMICRON



CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Transformador de 2 devanados



• Preparación del equipo En prueba 11. Conecte la salida de alta tensión del CPTD1, al devanado de alta tensión. 12. Conecte IN A, al devanado de baja tensión AT



Prueba Nº 3: Modo UST-A: Mide CHL  © OMICRON



Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1



  © OMICRON Electronics GmbH



ENSYS S.A.C.



CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Transformador de 2 devanados



• Preparación del equipo En prueba 13. Conecte la salida de alta tensión del CPTD1, al devanado de baja tensión. 14. Conecte IN A, al devanado de alta tensión AT



Prueba Nº 4: Modo GSTg-A: Mide CL  © OMICRON



CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Transformador de 2 devanados
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CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Transformador de 2 devanados



• Interpretación de Resultados Condiciones de aislamiento Transformador



Bueno



Podría ser aceptable



Necesita ser investigado



Nuevo



DF < 0.5%



-



-



En servicio



DF < 0.5%



0.5% < DF < 1%



DF > 1%



Todos los Valores medidos a 20º C
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CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Transformador de 2 devanados



• Interpretación de Resultados
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CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Casos de Estudio - Transformadores



• Tan Delta (f) con aceite tratado (secado) DF (f) H, HL, L 0.45 % 0.4 % 0.35 % 0.3 %



H(f) HL(f) L(f)



0.25 % 0.2 % 0.15 % 0.1 % 0.05 % 0.0 %



  z    H    0  .    0



  z    H    0  .    0    5



  z    H    0  .    0    0    1



  z    H    0  .    0    5    1



  z    H    0  .    0    0    2



  z    H    0  .    0    5    2



  z    H    0  .    0    0    3



  z    H    0  .    0    5    3



  z    H    0  .    0    0    4



  z    H    0  .    0    5    4
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CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Casos de Estudio - Transformadores



• Tan Delta (f) con aceite envejecido DF (f) H, HL, L 0.6 %



0.5 % 0.4 %



H(f) HL(f) L(f)



0.3 % 0.2 %



0.1 % 0.0 %



  z    H    0  .    0



  z    H    0  .    0    5



  z    H    0  .    0    0    1



  z    H    0  .    0    5    1



  z    H    0  .    0    0    2



  z    H    0  .    0    5    2



  z    H    0  .    0    0    3



  z    H    0  .    0    5    3



  z    H    0  .    0    0    4
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  z    H    0  .    0    5    4
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CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Casos de Estudio - Transformadores



• Tan Delta (f) de Trafo de 110 KV con alto contenido de agua DF (f) H, HL 1.8 % 1.6 % 1.4 % 1.2 %



H(f) HL(f)



1.0 % 0.8 % 0.6 % 0.4 % 0.2 % 0.0 %



  z    H    0  .    0



  z    H    0  .    0    5



  z    H    0  .    0    0    1



  z    H    0  .    0    5    1



  z    H    0  .    0    0    2



  z    H    0  .    0    5    2



  z    H    0  .    0    0    3



  z    H    0  .    0    5    3



  z    H    0  .    0    0    4



  z    H    0  .    0    5    4
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Casos de Estudio - Transformadores



• Tan Delta (f) para verificar conexión del corto circuito DF (f)



DF (f) 0.7 %



0.8 %



0.5 %



0.7 %



0.3 %



0.6 %



0.1 %



0.5 %



-0.1 %   z



   H    0  .



-0.3 %    0



  z    H    0  .    0    5



  z    H    0  .    0    0    1



  z    H    0  .    0    5    1



  z    H    0  .    0    0    2



  z    H    0  .    0    5    2



  z    H    0  .    0    0    3



  z    H    0  .    0    5    3



  z    H    0  .    0    0    4



  z    H    0  .    0    5    4



0.4 %



-0.5 %



0.3 %



-0.7 %



0.2 %



-0.9 %



0.1 %



-1.1 %



0.0 %



-1.3 % -1.5 %



Pobre contacto en el Cortocircuito



  z    H    0  .    0



  z    H    0  .    0    5



  z    H    0  .    0    0    1



  z    H    0  .    0    5    1



  z    H    0  .    0    0    2



  z    H    0  .    0    5    2



  z    H    0  .    0    5    3



  z    H    0  .    0    0    4



Buen contacto en el Cortocircuito
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  z    H    0  .    0    0    3



  z    H    0  .    0    5    4
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CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Bushings de AT Los bushings de alta tensión son elementos fundamentales de transformadores de potencia, interruptores de potencia y otros dispositivos eléctricos. Son responsables de más del 10% de todas las averías de transformadores por lo que se recomienda una medida periódica de la capacitancia y el DF.
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Bushings de AT



Falla de un Bushing  © OMICRON
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CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Bushings de AT



Bushing Tipo Condensador 69 KV



Bushing Tipo Condensador 115 KV
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Bushings de AT
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CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Bushings de AT



NOTAS:  El electrodo de la toma en activo normalmente está puesto a tierra, salvo en el caso de ciertos diseños y aislantes que se utilizan con dispositivo de potencial.  En aislantes con tomas de potencial, la capacitancia C2 es mucho mayor que C1. En aislantes con toma de factor de potencia, las capacitancias C1 y C2 pueden encuadrarse en el mismo orden de magnitud.  © OMICRON
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Bushings de AT



• Pruebas a realizar: 1. Prueba del Aislamiento principal C1 Conductor central – Tap: 2. Prueba de Aislamiento del Tap Tap (toma) de Prueba - Brida: C2 3. Prueba de collar caliente (Hot Collar Test) 



Cubierta externa del aislamiento – Conductor central 4. Prueba completa 



Conductor central - Brida
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Bushings de AT



• Preparación de la prueba: 1. Corto circuite los devanados (para bushing de transformadores) 2. Limpie los bushings a fin de minimizar las fugas por la superficie 3. Ponga a tierra el devanado opuesto al que se ha de realizar la medición. 4. Retirar la cubierta del Tap de prueba del bushing a probar. 5. Realizar la medición de C1 (Conductor central – Tap) en el modo UST-A 6. Realizar la medición de C2 (Tap de Prueba - Brida) en el modo GSTg-A 7. Reinstale la cubierta del Tap de Prueba.  © OMICRON
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Bushings de AT



• Medición de C1: Conductor central – Tap AT



Modo UST-A: Mide C1
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Bushings de AT



• Medición de C1: Conductor central – Tap



Mide C1
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Bushings de AT



• Medición de C2: Conductor central – Tap Se debe verificar la tensión de prueba de acuerdo al fabricante del bushing 



Mide C2
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Bushings de AT



• Prueba de Collar caliente
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Bushings de AT



• Interpretación de Resultados (guías generales) Condiciones de aislamiento Bornas



Acceptable DF medido < 2 x DF ref



Necesita ser investigado DF medido < 3 x DF ref



Crítico DF medido > 3 x DF ref



Con DF ref = Valor nominal en placa o Valor inicial



Se debe verificar los límites de DF para cada tipo de Bushing y de acuerdo  al fabricante del mismo.  © OMICRON
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Bushings de AT



• Interpretación de Resultados (guías generales) Condiciones de aislamiento Should be Acceptable Critico investigated



Bornas



∆



C < 5%



5% < ∆C < 10%



∆



C > 10%



C = C medido – C ref*



∆



* con C ref = Valor nominal en placa o Valor inicial Se debe verificar los límites de DF para cada tipo de Bushing y de acuerdo  al fabricante del mismo.  © OMICRON
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Casos de Estudio - Bushings de AT



• Progresión de la C y TanDelta de un Bushing C Tan-Delta Progression of a 220 kV RBP (Hard Paper) Bushing Year of Manufacturimg 1961, horizontal mounted, oil filled T an D el ta
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Casos de Estudio - Bushings de AT



• FD de un Bushing RIP de 145 KV Nuevo (Micafil)
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Casos de Estudio - Bushings de AT



• Bushing RIP de 220 KV dejado a la intemperie
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Casos de Estudio - Bushings de AT



• Bushing RIP de 220 KV dejado a la intemperie 0.85 % 31.03.2004 15.07.2004 08.10.2004



0.75 % 0.65 %



  a    t    l   e    D 0.55   n   a    T



%



0.45 % 0.35 % 0.25 % 0.0 Hz



100.0 Hz



200.0 Hz



300.0 Hz



400.0 Hz



500.0 Hz
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Casos de Estudio - Bushings de AT



• Bushing OIP de 69 KV de un Oil Circuit Breaker
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Casos de Estudio - Bushings de AT



• Bushing OIP de 69 KV de un Oil Circuit Breaker Circuit Breake r Bushing C-PF Test



0.6 % 0.5 %



V TEST* [V] 10032.20 10031.81 10031.55 10031.20 10028.73 10030.49



C meas. PF meas.[%] 2.836E-10 0.457 2.815E-10 0.491 2.853E-10 0.493 2.837E-10 0.486 2.855E-10 0.504 2.853E-10 0.449



1 2 3 4 5 6



0.4 % 0.3 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % *0.0 Hz



*100.0 Hz *200.0 Hz *300.0 Hz *400.0 Hz *500.0 Hz



DF (f) 69 kV OIP Bushings 60Hz
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Casos de Estudio - Bushings de AT



• Bushing OIP de 69 KV de un Oil Circuit Breaker



DF (f) 69 kV OIP Bushings 17-400Hz  © OMICRON
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Casos de Estudio - Bushings de AT



• Bushing OIP de 420 KV Tan Delta



C



0.5



415



0.45



410



0.4



405 400



0.35



395



U



0.3



V



   %0.25



W



0.2



   F   p



U



+ 10%



390



V



385



W



380



0.15



375



0.1



370



0.05



365 360



0 0



100



200



300



0



400



100



200



300



400



Hz



Hz



 © OMICRON



CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Casos de Estudio - Bushings de AT



• Bushing RPB de 110 KV defectuoso C
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Transformador de Corriente



• Preparación del equipo En prueba 1. Cortocircuitar el lado primario (alto voltaje) 2. Si es posible, desconecte y aisle los secundarios (marque todos los terminales para facilitar reconexión) 3. Aterrice al menos un terminal en cada secundario 4. Energice el primario y mida en GST AT H1



H2



X1 X3 Y1 Y3  © OMICRON
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Transformador de Corriente con Tap



• Preparación del equipo En prueba Nº Mide Energice Guarda 01 General H1-H2 -----02 C1 H1-H2 -----03 C2 Tap H1-H2



 © OMICRON
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UST -----Tap ------
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Transformador de Corriente con Tap



• Preparación del equipo En prueba 1. Cortocircuitar el lado primario (alto voltaje) 2. Si es posible, desconecte y aisle los secundarios (marque todos los terminales para facilitar reconexión) 3. Aterrice al menos un terminal en cada secundario 4. Realice las siguientes mediciones: Nº Mide Energice Guarda 01 General H1-H2 -----02 C1 H1-H2 -----03 C2 Tap H1-H2



UST -----Tap ------
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Transformador de Tensión Inductivos Transformador de Tensión Inductivo con Acceso al Neutro • Preparación del equipo En prueba 1. Un PT monofásico puede ser probado como un Transformador de Potencia de 2 devanados.
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Transformador de Tensión Inductivos Transformador de Tensión Inductivo con Acceso al Neutro Nº



Modo



Energice



Tierra



Guarda



UST Mide



01



GST



H1, H2



X1, Y1



-



-



General



02



GSTg-A



H1



X1, Y1



H2



-



CH1+Cross Check



03



GSTg-A



H2



X1, Y1



H1



-



CH2+Cross Check



04



UST-A



H1



X1, Y1



-



H2



Iexit aciónH1 a H2



05



UST-A



H2



X1, Y1



-



H1



Iexit aciónH2 a H1



06



Prueba de Collar caliente al Bushing



07



UST-A



H1, H2



Y1



-



X1



CHX



08



UST-A



H1, H2



X1



-



Y1



CHY



09



GST



H1



-



H2, X1, Y1



-



CH1 + Bushing



10



GST



H2



-



H1, X1, Y1



-



CH2 + Bushing
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Transformador de Tensión Inductivos Transformador de Tensión Inductivo con acceso al Neutro Prueba Nº 1: Modo GST - Mide CH1+CHx+CHY+CH2 AT
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Transformador de Tensión Inductivos Transformador de Tensión Inductivo con acceso al Neutro Prueba Nº 2: Modo GSTg-A - Mide CH1+1/2CHx+1/2CHY AT
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Transformador de Tensión Inductivos Transformador de Tensión Inductivo con acceso al Neutro Prueba Nº 4: Modo UST-A - Mide Iexitación H1-H2 AT
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Transformador de Tensión Inductivos Transformador de Tensión Inductivo sin Acceso al Neutro • Preparación del equipo En prueba Nº



Modo



Energice Tierra Guarda UST Mide



01



UST-A



H1



H0



-



X1



CHX



02



UST-A



H1



H0



-



Y1



CHY



03



GSTg-A



H1



H0



X1, Y1



-



Iexitación



X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3
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Transformador de Tensión Inductivos Transformador de Tensión Inductivo con acceso al Neutro



• Interpretación de resultados 1. Compare I, W, C y %FP con datos de placa o resultados anteriores 2. Compare %FP con resultados de unidades similares 3. Compare las pruebas Cross-Check (2 y 3) similares para la mayoría de PTs.
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Transformador de Tensión Capacitivos



• Preparación del equipo En prueba 1. Desenergice el capacitor 2. Aterrice el terminal de línea (sólo para prueba con línea aterrada) 3. Cierre los switches de tierra S1 & S2 4. Remueva las conexiones de los terminales B2 (CAR) & B3 (POT) 5. Proceda con las pruebas



Terminal de Línea Capacitor C1



A Transformador de Potencial
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Transformador de Tensión Capacitivos



• Preparación del equipo En prueba 1. Prueba con Línea Aterrizada Nº



Modo



Energice



Tierra



Guarda



UST



Mide



01



GST



B2



B1



-



-



C 1+C2



02



GSTg-A



B3



B1



B2



-



C1



03



UST-A



B3



B1



-



B2



C2
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Transformador de Tensión Capacitivos



• Preparación del equipo En prueba 1. Prueba con Línea Aterrizada Prueba Nº 1: Modo GST - Mide C1+C2 AT
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Transformador de Tensión Capacitivos



• Preparación del equipo En prueba 1. Prueba con Línea Aterrizada Prueba Nº 2: Modo GSTg-A - Mide C1 AT



 © OMICRON



Sistema de Pruebas Primarias CPC 100 & CP TD1



  © OMICRON Electronics GmbH



ENSYS S.A.C.



CP TanDelta Procedimiento de Prueba



Transformador de Tensión Capacitivos



• Preparación del equipo En prueba 1. Prueba con Línea Aterrizada Prueba Nº 3: Modo UST-A - Mide C2 AT
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Transformador de Tensión Capacitivos



• Preparación del equipo En prueba 1. Prueba sin Línea Aterrizada Nº



Modo



Energice



Tierra



Guarda



UST



Mide



01



UST-A



B1



-



-



B2



C 1+C2



02



UST-A



B1



-



-



B3



C1



03



UST-A



B3



-



-



B2



C2
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Transformador de Tensión Capacitivos



• Preparación del equipo En prueba 1. Prueba sin Línea Aterrizada Prueba Nº 1: Modo UST-A - Mide C1+C2 AT
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Transformador de Tensión Capacitivos



• Preparación del equipo En prueba 1. Prueba sin Línea Aterrizada Prueba Nº 2: Modo UST-A - Mide C1 AT
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Transformador de Tensión Capacitivos



• Preparación del equipo En prueba 1. Prueba sin Línea Aterrizada Prueba Nº 2: Modo UST-A – Mide C2 AT



NOTA: El voltaje de prueba no debe exceder el voltaje del carrier  © OMICRON
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Transformador de Tensión Capacitivos



• Interpretación de resultados 1. Compare C y %FP con datos de placa (Capacitancia medida debe estar dentro de un 1% de placa). 2. Compare con otras unidades del mismo tipo.



• Guías Generales 1. Un CCVT nuevo debe tener un FP de ~0.25% & cuando el FP medido es doblado (0.50%) deben ser removido de servicio. 2. Cambios drásticos en capacitancia indican capas de capacitores cortocircuitadas. 3. Algunos CCVTs GE 46 kV tipo C y C3 presentan un factor de potencia “normal” de 2 - 3.5%. 4. Si se sospecha un problema, realice pruebas suplementarias.  © OMICRON
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Interruptores de Tanque Vivo Tipo “I” AT



• Procedimiento estándar de Pruebas Prueba Nº



Interruptor



Mide



Energizar



Conexión a Tierra



Modo de Prueba



1 2



Abierto Abierto



C1 R



T2 T2



T3 T3



UST-A GSTg-A
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Interruptores de Tanque Vivo Tipo “I” AT



• Procedimiento alternativo de Pruebas Prueba Nº



Interruptor



Mide



Energizar



Conexión a Tierra



Modo de Prueba



1 2



Abierto Cerrado



C1 R



T1 T1 + T2



T3 T3



UST-A GST
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Interruptores de Tanque Muerto • Pruebas con Interruptor abierto Nº



Fase



1 2 3 4 5 6



R R S S T T



Bushing Energizado 1 2 3 4 5 6



Bushing Flotante 2 1 4 3 6 5



Modo de Prueba GST GST GST GST GST GST



AT



• Pruebas con Interruptor cerrado Nº



Fase



7 8 9



R S T



Bushing Energizado 1&2 3&4 5&6



Bushing Flotante -



Modo de Prueba GST GST GST
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Surge Arrester (Parrayos) Parrayos) AT



AT



Prueba 01



Prueba 02



Prueba Nº



Mide



Energizar



Conexión a Tierra



Modo de Prueba



1 2



ARRESTER A ARRESTER B



2 2



3 3



UST-A GSTg-A



NOTA: No requiere modificar el cableado  © OMICRON
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